Graficul stagiilor de practica
la Facultatea Informatica, Inginerie si Design
Catedra Tehnologii Informationale
in anul universitar 2024-2025

Nr. | Denumirea | Anul Perioada si Specialitatea si Responsabil
practicii Durata (Credite) Grupa

1. | Stagiu I 29.04-16.05.2025 Informatica Catedra Tl
profesional 1 15 zile (6 credite) (Inf-23) Palachi L.

2. | Practica de I 14.11-30.11.2024 | Tehnologii Informationale Catedra Tl
initiere 15 zile (3 credite) (TI-31) Rotari C.

Il 24.02-14.03.2025 | Tehnologii Informationale Catedra Tl

FR 15 zile (3 credite) (TIR-36) Rotari C.

3. Practica in Il 04.11-02.12.2024 Informatica Catedra Tl

productie 25 zile (10 credite) (Inf-33) Mititelu V.

v 04.11-02.12.2024 | Tehnologii Informationale Catedra Tl
25 zile (10 credite) (T1-41) Leahu T.

v 15.10-15.11.2024 Informatica Catedra Tl

FR | 25zile (10 credite) (InfR-47) Mititelu V.

V 15.10-15.11.2024 | Tehnologii Informationale Catedra Tl

FR | 25zile (10 credite) (TIR-56) Sisianu S.

4. | Practica i 10.03-11.04.2025 Informatica Catedra Tl
tehnologica 25 zile (5 credite) (Inf-33) Garla E.

v 03.03-28.03.2025 | Tehnologii Informationale Catedra Tl
20 zile (6 credite) (T1-41) Bujac C.

v 24.02-28.03.2025 Informatica Catedra Tl
FR 25 zile (5 credite) (InfR-47) Garla E.

V 03.03-28.03.2025 | Tehnologii Informationale Catedra Tl
FR 20 zile (6 credite) (TIR-56) Bujac C.

5. | Practica de i 14.04-16.05.2025 Informatica Catedra Tl
licenta 20 zile (4 credite) (Inf-33) Mitev L.

v 31.03-16.05.2025 | Tehnologii Informationale Catedra Tl
30zile (6 cred.) (TI-41) Grecu A.

v 14.04-16.05.2025 Informatica Catedra Tl

FR 20 zile (4 credite) (InfR-47) Bodrug S.

\Y/ 31.03-16.05.2025 | Tehnologii Informationale Catedra Tl

FR 30zile (6 cred.) (TIR-56) Gamurar E.

6. | Stagiu Mast | 12.05-13.06.2025 | Managementul sistemelor Catedra Tl
profesional An1l | 25zile (10 cred.) | informat. si analiza datelor Mitev L.

Note: in perioada 20- 28 aprilie 2025 va fi vacanta de Paste (practica nu se va petrece).
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